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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL -
SPECIFICATIONS AND GUIDELINES FOR USE

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is
to promote international co-operation on all questions concerning standardization_in the electrical
and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC p bl|sh International

Standards, Technical Specmcatlons Technical Reports, Publicly Available (PAS) and
Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparatio o technical
committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt/witf icipate in this

preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations™iaising with the
IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely witf € i ganization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determiné 2 een the two
organizations.

IEC Publications have the form of recommendations for internatio d are accepted by IEC
National Committees in that sense. While all rg \ab are made to ensure that the
i responsible for the way in

In order to promote international uniformity, i ittees undertake to apply IEC
Publications transparently to the maxi e i in their national and regional

publications. Any divergence betwee ublicatten and the corresponding national or

No liability shal > |ts directors,>employees, servants or agents including individual
experts and m of i nittees and IEC National Committees for any personal
injury, property dama 3 any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for
costs (including le g arising out of the publication, use of, or reliance upon,

Attention is drawn te the Normative” references cited in this publication. Use of the referenced
publicationg is™i e forthe correct application of this publication.

Attention_is \drawn bility that some of the elements of this IEC Publication may be the
subjeec EC shall not be held responsible for identifying any or all such patent
rights

diélectric devices for frequency control and selection.

This fourth edition cancels and replaces the third edition, published in 2004. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the
previous edition:

preparation of AT-cut slice sample for etching is changed to make it easier;
etch channel grade classification is changed considering request of the user;

explanation of quartz axes difference between IEEE and IEC is added as Annex F.
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This bilingual version (2012-09) corresponds to the monolingual English version,
published in 2008-11. The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
49/808/FDIS 49/814/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the
report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon. This publication has
been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication hanged
until the maintenance result date under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publica date, the

publication will be

* reconfirmed,
* withdrawn,
* replaced by a revised edition, or

@®


https://webstore.iec.ch/publication/3407&preview=1

This is a preview - click here to buy the full publication

60758 © IEC:2008 -7-

SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL -
SPECIFICATIONS AND GUIDELINES FOR USE

1 Scope

This International Standard applies to synthetic quartz single crystals intended for
manufacturing piezoelectric elements for frequency control and selection.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for
document. For dated references, only the edition cited applies. F
the latest edition of the referenced document (including any

Amendment 1: 1992

IEC 60122-1:2002, Quartz crystal
specification

1: Generic

devices for frequency control and

IEC 61994 (all parts), Pigezoelectric an%ec ]

selection — Glossary

9,
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) CRISTAL DE QUARTZ SYNTHETIQUE -
SPECIFICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES D’UTILISATION

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEl
a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de-normalisation dans
les domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autreg activités — publie des

le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, €
gouvernementales, en liaison avec la CEIl, participent également a oIIabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISG
accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questi igques représentent, dans Ia
mesure du possible, un accord international sur les suje 4 ié é

afin que la CEIl s'assure de l'exactitude
étre tenue responsable de I|'éventuelle
quelconque utilisateur final.

Tous les utilis s
publication.

Aucune responsabijlité ne & it ée’ a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y comy e uliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la € EI judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout
autre domma re que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y
compris les i e_justi es dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette

Publicati Q te“autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

L'atte S es références normatives citées dans cette publication. L'utilisation des
publications réfe 5 5t obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent

faire I'objet de droits”de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue
pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur
existence.

La Norme internationale CEIl 60758 a été établie par le comité d'études 49 de la CEIl:
Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la
fréquence.

Cette quatrieme édition annule et remplace la troisieme édition publiée en 2004. Cette
édition en constitue une révision technique.

La présente édition comporte les modifications techniques significatives suivantes par
rapport a I'édition précédente:

la préparation de I'échantillon de lame de coupe AT en vue de la gravure chimique a
été modifiée de maniére a la rendre plus facile;

la classification en classes de canaux de corrosion a été modifiée compte tenu de la
demande de I'utilisateur;
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e une explication des différences relatives aux axes du quartz entre I'lEEE et la CEIl a
été ajoutée comme Annexe F.

La présente version bilingue (2012-09) correspond a la version anglaise monolingue
publiée en 2008-11.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 49/808/FDIS et 49/814/RVD.

Le rapport de vote 49/814/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version frangaise n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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. CRISTAL DE QUARTZ SYNTHETIQUE -
SPECIFICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES D’UTILISATION

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale s'applique aux monocristaux de quartz synthétique
destinés a étre utilisés pour la fabrication d'éléments piézoélectriques pour la commande
et le choix de la fréquence.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensable
présent document. Pour les références datées, seule I'édi
les références non datées, la derniere édition du document de
compris les éventuels amendements).

CEI 60068-1:1988, Essais d'environnement — Pre
Amendement 1: 1992

CEIl 60122-1:2002, Résonateurs a quartz
Spécification générique

commande et le choix de

9,
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